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Elektronova mikroskopie dovoluje zobrazovat nanoobjekty s rozliSenim jednotlivych atomt.
Klasické mikroskopy pracuji v rezimu, kdy je sniméan pouze staticky obrazek vzorku a neni
mozné meiit a charakterizovat déje, které se ve vzorku odehravaji na cCasovych Skalach
femtosekund a pikosekund. Existuje ovSem také forma elektronové mikroskopie, ktera vyuziva
kratké elektronové pulzy spinané laserem k méfeni a zobrazovani ultrarychlé dynamiky ve
vzorcich. Elektronovy mikroskop s touto upravou mame nové i u nas v laboratofi.

Cilem tohoto projektu bude charakterizovat prostorové rozliSeni skenovaciho elektronového
mikroskopu v riznych rezimech zobrazovani pii pouziti femtosekundovych a pikosekundovych
elektronovych pulzi. Vysledky budou porovnany s klasickym rezimem mikroskopu
vyuzivajicim kontinudlni svazek elektronii. Obrazky budou ziskavany jak pomoci detektoru
sekundarnich elektronti, tak pomoci STEM (scanning transmission electron microscopy) modu
pomoci hybridniho detektoru TimePix3.
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